Obrazova spektrometrie,
vytvarem hyperspektralnlch
<u a priklady jejich vyuziti




'Obrazova spektrometrie-

Rada specifickych ryst spektralniho
chovani objektu je na bézné pouzivanych
multispektralnich snimcich ,shlazena”
hrubym spektralnim rozliSenim obrazovych
zaznamu (snimKky jsou pofizovany v
Sirokém intervalu vinovych délek)
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Princip-hyperspektralntho snimani—

spojité spektrum
pro kazdy pixel
obrazového zaznamu

obrazovy zaznam Uzemi
ve velkém poétu (200)

spektralnich pasem 0.4 2.5
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rostoroveé vs. spektralni rozliseni

detailed assessments,
AVIRIS _~+~ monitoring with infrequent coverage
(from 20000 m)
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Obrazova spektroskopie

e 9 Specificka absorpce
=%  na dané vlnové
délce — chem. a fyz.
vlastnosti povrchu

Spectral information
of C-O, Al-OH, Mg-OH
bearing minerals
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Cyba, stabilita a kalibrace senzoru,
technické parametry

Vliv atmosféry Problém michani - smési
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Princip zobrazujiciho spektrometru

rotujici 0
zrcadlo

ISy
/ opticky U

zareni hranol optika detektory

odrazené
z plochy
jednoho pixelu




/

/

‘Prednosti dat obrazové spektrometrie

» Vytvareni velkého mnozstvi (stovek) obrazovych
zaznamu daného uzemi ve velmi Uzkych, na sebe
navazujicich intervalech spektra v oblasti viditelného,
blizkého a stiredniho infracerveného
elektromagnetického zareni

* Moznost snaze identifikovat objekty a jevy na snimcich

* Moznosti ziskat kvantifikovatelna méereni odrazovych
vlastnosti objektu

* Probléem velkého objemu dat

* Nutnost korekce vlivi atmosféry a vlivu terénu
(osvetleni) pred vlastnim zpracovanim a analyzou
snimku



Priklady konkrétnich systému - letgd.la/

Sensor

AVIRIS

Organization

NASA

Country

United
States

Number
of Bands

Wavelength
Range (um)

04-25

AISA

Spectral Imaging Ltd.

Finland

045-09

CAS|

ltres Research

Canada

0.43-0.87

DAIS
2115

GER Corp.

United
States

04-120

HYMAP

Integrated Spectronics
Pty Ltd

Australia

04-245

PROBE-1

Earth Search Sciences
Inc.

United
States

04-245

AVIRIS (Airborne Visible - Infrared Imaging Spectrometer).

CASI (Compact Airborne Spectrographic Imager).
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Hyperspektralni vybaveni na CzechGlobe

Senzor CASI-1500 SASI-600 TASI-600

Spektralni oblast | VNIR SWIR LWIR

Spektralni rozsah | 380-1050 050 — 2450 8 000 - 11 500
[nm]

Pocet prostorovych | 1500 600 600
pixel@

Max. spektralni 3.2 15
rozliSeni [nm]|

Zorny uhel [°] 40 40




Druzice EO-1 (NASA), skener HYPERION —
hyperspektralni skener s 242 pasmy v rozsahu 0,4 -
2,5 uym s rozliSenim 30 metru a velikosti scény 7,7 x
42 resp. 185 km, Casove rozliseni 16 dni

Fuji (Jap), Palo Alto (Cal)
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Priklady vyuziti
* Geologické mapovani — rozpoznavani
jednotlivych mineralt a hornin

* Vegetacni mapovani - rozpoznavani

jednotlivych druhu zemédélskych plodin a jejich
stavu

 Mapovani vyskytu znecist'ujicich latek

 Mapovani v pobreznich zénach



wa spektralnich knihoven —

“» Uchovavaji laboratorné zjisténa spektra odrazivosti
stovek nejbéznéjSich materialu a druhu povrchu

* Obsahuji udaje o absolutnich hodnotach odrazivosti, |ze
jich vyuzivat obecné jako urcitych ,,vzorovych® spekter

* Maji vyznam interpretacnich klicu
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http://speclab.cr.usgs.gov/spectral.lib06/
http://speclib.jpl.nasa.gov/

Druhy mineralu - priklady spektralni odrazivosti
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vegetace-pri spektralni odrazivosti
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Spektralni knihovny a automatickeé
rozpoznavani objektu

0.00 |
0.205 0.982 1.661 A [pm] 4.000

Priklady zaznamu ze spektralni knihovny pro pét vybranych
materialt. Na ose X jsou vinové délky, na ose Y normalizované
hodnoty odrazivosti (R). (1 - smrkove jehliCi, 2 - suchy travnaty
povrch, 3 - listy vlasskeho ofechu, 4 - listy javoru, 5 - kaolinit)




Spektralni kostka

vinova
délka

= 2,45 um

Software
HyperCube



http://www.erdc.usace.army.mil/Media/FactSheets/FactSheetArticleView/tabid/9254/Article/610433/hypercube.aspx
http://www.erdc.usace.army.mil/Media/FactSheets/FactSheetArticleView/tabid/9254/Article/610433/hypercube.aspx
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« Mapovani druhu rostlin a jejich stavu pomoci
multispektralnich snimku je zaloZeno na porovnavani
relativné malé odrazivosti ve viditelné Casti spektra a vysoké
odrazivosti v blizké infraCervené Casti spektra — viz.
vegetacni indexy.

* ,,high resolution vegetation indices*

« S vyuzitim hyperspektralnich dat Ize presneji identifikovat
vinovou délku tohoto narustu odrazivosti oznacovanou jako
,red edge”. Jeji hodnota vypovida o rade vlastnosti
vegetacniho krytu.



Time Sequence of Hyperion Images
Coleambally Irrigation Area Farm 33

Cilené zemeédélstvi b
(precision farming) ’







